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METALOGRAF  DENEY  

1. DENEY N AMACI 
Metalografik yöntem ile malzemelerin geçmi te gördü ü i lemler, sahip oldu u 

özellikler ve bu özellikleri de i tirmek için yap lmas  gereken i lemleri belirlemek 

için numune haz rlanmas , parlatma ve da lama tekni inin ö retilmesi. 

Örne in s l i lem sonucunda malzeme iç yap s nda de i imleri tan mlamak, so uk 

ekillendirmeden sonra yap sal de i im ile yeniden kristalle me tavlamas ndan sonra 

yap n n yeniden olu umunu gözlemlemek, malzeme hatas  olarak bilinen lifle me, 

çekme ve gaz bo luklar  ve s cak ekillendirme i lemine tabi tutulan malzemelerde 

meydana gelecek lifle me, çatlak gibi yap sal de i iklikleri görmek, faz analizi ve 

tane boyutu gibi malzeme özellikleri hakk nda bilgi metalografik deney ile edilir. 

2. TANIMLAMALAR:  
Malzemelerin yüzey topografyas  veya iç yap  incelemelerinde optik veya elektron 

mikroskop kullanmadan önce numunelerin bir ön haz rl ktan geçmesi gerekir. Optik 

mikroskopta metalografik çal ma yap l rken a a daki a amalar takip edilir.  

Numune Al nmas :  

Metalografik inceleme için seçilmi  numunenin bir de er ta yabilmesi için, bu 

numunenin fiziksel ve kimyasal özellikler bak m ndan esas malzemeyi tam olarak 

temsil etmesi gerekir. Bu bak mdan numune al nmas , i in temelidir. Metalografik 

numune al nmas nda sabit kurallar olmay p, baz  genel prensipler vard r ve yerine 

göre insan zekâ ve bilgisini kullan r. Örne in, dövülmü  veya haddelenmi  

malzemeden enine ve boyuna kesit al nmal d r. Ayr ca incelemenin içeri ine göre 

malzemenin kenar ve ortas ndan, ince ve kal n yerlerinden, bozuk ve sa lam 

k s mlar ndan ayr  ayr  numune al nmal d r. 

Numunenin nereden al naca  tespit edildikten sonra uygun bir alet ile numune 

kesilir. Bunlar testere, keski, torna, kesici tas, çekiçle k rma ve oksi-asetilen olabilir. 

Prensip olarak, numuneyi al rken yüzeyde en az plastik sekil de i tiren ve en az s  

meydana getiren kesme yöntemi seçilmelidir. Çünkü bütün çal ma orijinal malzeme 



iç yap s n n mikroskop alt nda görülebilmesi içindir. Numune elle parlat lacak ise 

kolayca tutulabilecek büyüklükte olmal d r. Bu amaçla numune bakalite al n r.  

ki ekilde numune kal ba al n r;  

1. S cak ve bas nç alt nda kal plama 

2. So uk kal plama 

Z mparalama: 

Kaba ve ince z mparalama seklinde ayr labilir. Kaba z mparalama kademesinin 

amac , ince z mparalama ve parlatma kademeleri için ilk düz yüzeyi elde etmektir. 

Bu kademede 80 ve 120 nolu z mparalar kullan l r. nce z mparalamada 320, 400, 

600, 800, 1200 nolu z mparalar kullan l r. Bir z mparadan di erine geçerken el ve 

numune iyice y kanmal d r. Böylece daha kaba z mpara tanelerinin bir üst kademeye 

geçmesi önlenmi  olur. Geçi lerde numune bir önceki z mparalama yönüne göre 90° 

çevrilirse, bir önceki kademedeki çiziklerin yok edilip edilmedi i daha kolay 

anla labilir. Z mparalama i lemi bir önceki z mparan n çiziklerinin yok edildi i 

sürenin iki kat  olmal d r. 

Kaba ve Nihai Parlatma:  

Her iki kademede de numune parlatma disklerine tutulur. Disklerin üzeri parlatma 

kuma lar yla kapl d r. Bu kademede Al2O3, Elmas, SiC, Fe2O3, Cr2O3, MgO vb 

a nd r c lar kullan labilir. Kaba parlatmadan nihai parlatmaya geçerken ve parlatma 

sonunda el ve numune iyice y kanmal d r. A nd r c lar kullan larak yüzey 

pürüzlülü ünün azalt lmas  suretiyle, numunenin yüzeyi ayna gibi veya  iyi 

yans tan bir yüzey olmal d r. Göz yan lmas na meydan vermemek için parlatman n 

yeterlili inin kontrolü optik mikroskopta 100x büyütmede yap lmal d r.  

Da lama:  

Parlat lm  numunelerin mikroskopta incelenmesiyle yap  detaylar  nadiren ortaya 

ç kabilir. Parlatmadan sonra, metalik olmayan kal nt lar ve porozite, çatlak gibi 

yüzey kusurlar  görülebilir. 

Gerçek iç yap  özelliklerini optik mikroskopta görünür hale getirmek için numunenin 

uygun çözeltiler ile da lanmas  gereklidir. Da lama sonras  yap daki baz  fazlar 

da lay c dan etkilenerek parlakl  bozulur (çukurla r), böylece optik metalurji 

mikroskobunda daha koyu renkli görülürler. Da lama i leminin gere inden uzun 

süre yap lmas  halinde numune yüzeyinin tamam  da lay c dan etkilenerek 

kararabilir, bu durum a r  da lamad r. A r  da lama, tekrar 1200 nolu z mpara veya 



parlatma kademesine dönülerek da laman n etkisi giderilene kadar numunenin 

parlat lmas yla giderilebilir.  

Optik Mikroskopta Muayene:  
Malzeme iç yap s n n incelenmesinde kullan lan optik mikroskop objektif, oküler ve 

ayd nlatma sisteminden olu maktad r. Büyütme miktar  objektif ve okülerin büyütme 

de erlerinin çarp m  ile bulunur. Biyolojide kullan lan optik mikroskoptan farkl  

olarak metal mikroskop ile numunedeki fazlar n özellikleri, da l mlar , tane s n rlar , 

kayma bantlar , ikizlenme, porozite, kal nt  ve çatlaklar gibi çe itli yap lar incelenir.  

Stereo mikroskop ile tane yap s ndan ziyade numunenin bir bölgesi veya tamam  

daha dü ük büyütme oranlar  ile incelenerek numunede kaynak imalat yöntemi ile 

meydana gelmi  ( s  tesiri bölgeleri, yönlenmeler, katmerler) olan yap sal 

de i iklikler, çe itli makro hatalar (çatlak, gözenek, bo luk, cüruf kal nt s  vs.) 

incelenir.  

3. YAPILACAK LEMLER:  

Metalografik çal ma yapmak amac yla a a daki i lemler yap lmal d r. 

1. nceleme amac yla seçilen parçadan numune al nmas  için kesme i lemi Metkon 

marka Metacut 300 model hassas kesme cihaz  ile yap lacakt r ( ekil 1). 

 
ekil 1. Kesme cihaz . 

2. Numunenin ekil ve boyutu göz önünde bulundurularak gerekiyorsa kal ba 

(bakalite) alma i leminin yap lmas . 

3. Numunenin haz rlanmas : Parçadan numune alma i lemi sonras  numune 

kenarlar ndaki çapaklar al n r ve kö elere pahlar k r l r. Bu kademeden sonra al nan 



numune ilk önce z mpara cihaz na yerle tirilmi  kabadan inceye do ru s ralanan 

z mparalar kullan larak z mparalan r. Her bir a amada bir önceki kademeden kalan 

izlerin kaybolmas  sa lan r.  

En son 1200 mesh’lik z mparalama i leminden sonra ince tane boyutlu Al2O3 tozlar  

kullan larak numune parlat l r. Parlat lan numune alkolle y kan r ve kurutulur. 

Z mparalama ve parlatma i lemleri ise Metkon marka Forcipol 2V model 

z mparalama ve parlatma cihaz  ile gerçekle tirilecektir ( ekil 2). 

 

ekil 2. Z mparalama ve parlatma cihaz . 

4. Daha önceden numunenin cinsine göre haz rlanm  uygun da lay c  kullan larak 

numune belirli bir süre boyunca da lan r. 

5. Numunenin incelenmesi: Numune optik mikroskop üzerine yerle tirilerek fakl  

büyütmelerde mikroyap  incelemesi yap l r. nceleme yap l rken kullan lan büyütme 

oran  ve numunenin ematik mikroyap lar  not edilmelidir.  Metalografik muayene 

için Nikon marka Eclipse LV150 model 50X ile 1500X büyütme oran nda 

görüntüleme yapabilen optik metal mikroskop kullan lacakt r ( ekil 3). 



 

ekil 3. Optik  metal mikroskop. 

4. RAPORUN HAZIRLANMASI 
1. Yukar da yap lan çal malar  kapsayan deney raporunu deneyden sonra 

haz rlay n z. 

2. Raporda kullan lan ekipmanlar  k saca tan t c  bilgiler veriniz. 

3. Deneyde incelenen numunenin iç yap s , tane özellikleri ve malzeme içerisinde 

mevcut olan hatalar hakk nda bilgi veriniz. 
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